
JTAG / Boundary-Scan voor 
Prototypes

JTAG Technologies
Peter van den Eijnden

1© 2017 JTAG Technologies



Apparatuur voor
debuggen/testen en in-system programmeren op basis van IEEE Std. 1149.1 (JTAG)

– hardware ontwikkelaars: prototype debugging en isp

– test engineers, fabricage: productie test en isp

– service engineers: (field) service repair en isp
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Prototypes

• Ontwikkel prototypes (samples)

– Eerste “echte” boards  Validatie: werkt het ontwerp?

• Productie prototypes (pilot series)
– Eerste “echte productie” boards  Is het ontwerp produceerbaar?
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Voorbeelden eenvoudige debug metingen

• Bekijk de activiteit van een pin

• Check de verbinding tussen 2 pinnen

• Meet tussen specifieke drivers en sensors

• Meet / stimuleer meerdere signalen tegelijk

• Ga na of er kortsluiting aanwezig is tussen 2 netten

• Check aansluiting peripherals aan µP / µC

• Check LED’s, switches, display, ADC / DAC

• Etc.
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IEEE Std. 1149.1

• IEEE Std. 1149.1 definieert een gestandaardiseerde seriële interface 
(JTAG) die toegang geeft tot speciale logica die ingebouwd is in één of 
meer (digitale en mixed-signal) componenten op een PCBA.

• De speciale logica is bedoeld om testen, meten, programmeren, 
configureren mogelijk te maken ook wanneer geen fysieke toegang tot 
pinnen mogelijk is.

• De speciale logica is in alle fasen van de levenscyclus van een product 
bruikbaar.
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Ontwikkel Prototypes

• Hardware ontwerpers kennen de JTAG interface vooral voor het (in-system) 
programmeren van cPLD’s, FPGA’s (Altera, Xilinx, …), maar …

• … er kan veel meer mee, ook bij het debuggen van ontwikkel prototypes:

– “Traditionele” metingen ook aan BGA’s
check 1-op-1 verbindingen, signal monitoring, check netten op sluiting, meerdere signalen gelijktijdig stimuleren/meten

– Testen van DDR (at-speed) etc. zonder µP code te schrijven

– ISP van flash geheugens en µControllers (embedded flash)

– Debugging (real-time) embedded software

– Analyse van accessability en testability

– Volledige board tests
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Toegang tot te meten punten

Met boundary-scan heb je toegang tot te meten punten via ingebouwde
registers / logica (embedded instruments) zoals bv:
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Embedded Instruments
1687 – 2014
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Productie Boards
• Fout Detectie & Diagnostiek vereist: controllability en observability.

Boundary-scan is hiervoor als structurele testmethode uitermate geschikt.
• De accessibility en de testability worden tijdens de ontwerpfase bepaald
• Voor productie tests is het belangrijk de fault coverage van de tests te kennen
• Met speciale tools zijn alle drie te bepalen en in schema en/of lay-out te

visualiseren

• Volledige set boundary-scan tests
– Volledige set kan al voor de productie van prototypes beschikbaar zijn.

Het LoRA gadget is hiervan een goed voorbeeld
– Nb. Indien de ontwerper zelf productie batches moet testen

is een volledige set ook voor hem / haar zelf waardevol om
snel en efficient productie fouten te vinden.
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Hartelijk dank voor uw aandacht
Vragen ?

JTAG Technologies
Stand nr 7E018
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